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Ei kirjallisuutta ! Kaikki ldskimet ovat sallittuja!

Tehtivissd 3 kohdat A ja B ovat vaihtoehtoisia. Vastata saa vain toiseen!

0. Laboratoriotdiden suoritusvuosi!

1. Selo.sta lyhyesti

a) Mitd eroa on kalibroinnilla ja virittdmisell4?

b) Miti tarkoittaa metrologinen jaljitettivyys?

c¢) Miten médritelld&in massan yksikko kilogramma?
d) Méérittele kondensaattorin havickerroin.

e) Miti tarkoittaa tyypin B mukainen standardiepﬁvannuu&en maaritys?

2. Miten termomuuttajia voidaan kdyttdd tehollisarvon mittauksessa?

3. A) Sihkdisten hdirididen kytkeytymistavat mittauslaitteisiin ja —jarjestelmiin.

B) Integroivalla digitaalisella volttimittarilla mitataan 20 V tasajénnitettd. Tasajdnnitteeseen
on summautunut 2 V huipusta-huippuun 6,25 Hz sinimuotoinen héiridjdnnite. Kuinka suuren
virheen vaihtojénnite voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa volttimittarin lukemaan? Olete-

taan, ettd mittarin integroimisjakso on 20 ms.

4. Signaaliﬁ nousuaikaa mitataan oskilloskoopilla, jonka kaistanleveys on 20 MHz. Mitiaukses-

sa kéytetdsin mittapditi, jonka kaistanleveys on 20 MHz.

a) Mittaustulokseksi saadaan 32 ns. Miki on signaalin todellinen nousuaika?

b) Mihin taajuuteen signaalin kaistanleveys on rajoitettava, jotta esitetylld laitteistolla voi-
taisiin mitata nousuaika niin, ettd menetelmasti aiheutuva virhe olisi korkeintaan 1 % ?

5. Kuvan 1 mukaisessa kytkennissi sillan epdtasapaino mitataan digitaalisella ampeerimittaril-
la, jonka taakkajannite on Upyrgen = 250 mV. Laske mittausmenetelmésts aiheutuva suhteelli-

nen virhe.
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